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STANDARDIZACIJA NA PODROCJU KEMIJSKE ANALIZE POVRSIN

Vedina metod za kemijsko analizo povrsin je bila razvita
v zadnjih petindvajsetih letih, nekatere pa so tudi sta-
rejse. Majbolj uveljavljene, novejse metode so: spek-
troskopija Augerjevih elektronov (AES), spektroskopija
fotoelektronov, vzbujenih z rentgenskimi zarki (XPS),
vCasih oznagena tudi s kratico ESCA, in masna spek-
trometrija sekundarnih ionov (SIMS). Vsem metodam
je skupno, da za svoje delovanje potrebujejo ultra
visoki vakuum, vzbujevalni elektronski ali ionski curek,
detektor sekundarnih delcev, elektronov ali ionov, in
naprave za ionsko jedkanje analiziranih vzorcev.
Mavedene metode omogocajo elementno in kemijsko
preiskavo povrsin in v kombinaciji z ionskim jedkanjem
vzorcev tudi profiine analizo tankih plasti.

Ma svetu je vec proizvajalcev razmeroma zahtevne in
drage raziskovalne opreme za analizo povrsin, ki za
avtomatizacijo analize in zbiranje analiznih podatkov
uporabljajo razlicne nadine in razlicno racunalnisko
opremo. Posamezni proizvajalci te opreme lahko vpli-
vajo tudi na natanénost analiznih rezultatov, véasih pa
s0 natancne primerjave rezultatov preiskav celo enakih
vzorcev, dobljenih na napravah razlicnih proizvajalcev,
zelo otezenea ali pa nemogode.

MNavedena dejstva so bila specialistom, ki delamo na
podrocju preiskave povrsin ze dolgo znana. Zato je bil
leta 1992 pri Mednarodni organizaciji za stand-
ardizacijo (150} ustanovljen Komite za kemijsko analizo
povrsin ISOTC 201. Pobuda za njegovo ustanovitav je
prisla iz ZDA, Japonske in Anglije, kjer imajo to po-
drocje najbolj razvito. Avtorja tega prispevka so zaradi
niegoveqa dolgeletnega dela na tem podrocju povabili
k sodelovanju ze ob ustanovitvi navedenega komiteja,
obenem pa je bil zadolzen tudi za povezavo z enim od
IUVSTA komitejev. Na predlog Urada za standardi-
zacijo in meroslovie je Slovenija od leta 1984 aktivni
clan komiteja 1SQ/TC 201. V njem so sedaj predstavniki
iz osemindvajsetih drzav, od tega je trinajst aktivnih
¢lanic in petnajst opazovalk.

\ Yokohami na Japonskem ja bila od 21. do 23. sep-
tembra 1995 cetrta plenarna seja komiteja ISQ/TC 201,
v okviru le-te pa je delalo sedem podkomitejev. Njihova
imana kazejo tudi glavna podrocja delovanja. Ta so:
terminologija, skupni postopki, zbiranje in obdelava
podatkov, profilna analiza tankih plasti, spekiroskopija
Augerjevih elektronov, spekiroskopija fotoelekironov,
vzbujenih z rentgenskimi Zarki, in masna spektrosko-
pija sekundarnih ionov.

Delo podkomitejev je potekalo 2 namenom poenotenja
in kalibracije pomembnejdih postopkov. Obravnavali
smo pripravo vzorcev za analizo, nacin zbiranja
analiznih podatkov in obliko njihovega prenosa, kvan-
titativno vrednotenje rezultatov, uvedbo nekaterih kon-
trolnih postopkov, uvajanje standardov za kalibracijo
postopkov in natanéno navedbo pomembnejsih karak-
teristik instrumentov za preiskave z metodami AES,
XPS, S5IMS, GDOS in Se nekaterih drugih. Poudariti je
potrebno, da clani delovnih skupin podkomitejev
upostevamo pri svojem delu, ¢e je le mogode, ze
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Plenarna seja komiteja za kemijsko analizo povrsin
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obstojece standarde, dokumente in predpise drugih
nacionalnih organizacij in mednarodnih zvez, kot so:
ASTM, DIN, MNIST, IUPAC in VAMAS.

Kot aktivni élan delovne skupine v podkomiteju za
profing analizo je avior tega prispevka sodeloval pri
pripravi okvirnega programa dela ze pred sejo na
Japonskem. V Yokohami smo v tem podkomiteju po-
drobneje obravnavali definicije in postopke za profiino
analizo tankih plasti. Poseben poudarek je bil na
dolocanju globine ionskega jedkanja in sicer po
koncani profilni analizi in med njo. Za natanéno
dolocitev teh dimenzij, ki so pogosto samo nekaj
nanometrov, smo izbrali alternativne preiskovalne mea-
tode, uvesti pa bo potrebno e standarde z znano
debelino tankih plasti. Predstavniki Japonske so pred-
lagali razvoj in uvedbo natanéno definirane veéplastne
strukiure AlAs/GaAs, ameriski predlog pa je bil, da bi
se za optimizacijo profilne analize z metodama AES in
XPS uporabljale encjne tanke plasti. Pomemben je tudi
nemski predlog, ki bo, ko bo natanéno izdelan, po-
drobno obravnaval postopek za meritev globine ion-
skega jedkanja vzorca in dolocanje globinske
locljivosti.

Ma koncu tridnevne seje v Yokohami smo se prisotni
strinjali, da naj bo peta plenarna seja komiteja ISO/TC
201 na univerzi v Surreyu v Angliji, julija 1996, ob priliki
9. mednarodne konference o kvantitativni analizi
poVTSin.
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